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Tl’tulo: Nuevo método de_analisis de_elementos quimicos, metales y no metales, en liquidos por
ablacioén laser previa congelacion de la muestra.

@ Resumen:

Nuevo método de anélisis de elementos quimicos,
metales y no metales, en liquidos por ablacién laser
previa congelacién de la muestra.

La presente invencidn se refiere a un método directo
para la determinacién cuantitativa de metales y otros
elementos quimicos para cualquier tipo de Yl'quido
mediante la técnica de ablacién laser que posibilita
la deteccién en concentraciones por debajo de los

ppm (partes por millén) a algunos ppb (partes por B
billén). La invencién se encuadra dentro del campo
de la aplicacién de la tecnologia laser en la deter- —

minacién de contaminantes en muestras liquidas de
todo tipo, como por ejemplo aguas pluviales, sub-
terraneas, afluentes naturales, cloacales, de residuos
industriales, zumos de fruta, leche y sus derivados y
de tipo bioldgico como sangre, suero, orina y otros.
El método de anilisis estd basado en la congelacién
previa de la muestra y la subsiguiente ablacién de
su superficie, que se reivindica en la presente so-
licitud de patente presupone una importante inno-
vacién como asi una mejora sensiblemente superior
del proceso, lo que permite una importante mejora
en la sensibilidad, el manejo de muestras toxicas o
potencialmente peligrosas, util para cualquier tipo
de liquido susceptible de anilisis in-situ, haciéndolo
mds directo y mas simple y con excelentes limites de
deteccion.
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